
表面分析高分子

表面機能や接着機能を向上させる上で、表面状態を解析することは非常に重要である。
表面分析装置として XPS は元素組成、化学結合情報が得られるのに対し、TOF-SIMS は元素、分
子構造情報が得られる。また得られる深さ情報も異なり、前者が 5～ 6nm に対し、後者は 1～
2nmとなる。特徴の異なる両装置を用い、市販滑水コート剤の表面解析した事例を紹介する。

コーティング処理面の状態解析
－ XPSおよびTOF-SIMS －

State Analysis of Coated layer Surfaces

試料 Samples

市販の滑水コート剤（市販品A、市販品B）を塗布したシリコンウエハ
水の滑落角　市販品A 32°、　市販品B 61°

市販品A
市販品A : 有機 Si が多い 
市販品B：無機 Si が多い

市販品B

実線：実測データ
破線：波形分離データ

無機 Si(SiO2) ケイ酸塩 有機 Si(Si-CH3 等 )

XPS測定 XPS

TOF-SIMS測定 TOF-SIMS

解析から推測する滑水コート剤塗布イメージ Consideration of Coated layer Surfaces

表面組成 Si2p ナロースペクトル（拡大）

主な正・負二次イオンの相対強度（Total ion counts 比）

XPSと TOF-SIMSの併用で以下が示唆された
・滑落性能は最表面の有機物量に起因
・コート層構造の違い（市販品Bはハイブリッド構造）

有機 Si : C3H9Si+

有機物 シリコーン

滑水コート層
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Si ウエハ

市販品A: 有機 Si が多い

・最表面はシリコーンが主体 ・Si ウエハ上に無機質な膜（ポリシラザン like）を形成
・最表面は有機物リッチであり、シリコーンも存在
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最表面 1～ 2nm程度では有意差は無い

市販品B

有機物 : C3H7
+
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市販品B: 有機物が多い
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